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図 小型 EBITで生成したタングステン多価イオンの 
スペクトル。電子ビームエネルギー：775eV,825eV 
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【初めに】 
タングステンは、次世代核融合実験炉 ITER においてプラズマ対向壁やダイバータの材料として
使われる予定である。そのメリットとしては、高融点、低スパッタリング率、低水素吸蔵などが挙
げられるが、その一方で、原子番号が大きく、高温のプラズマ中でも完全電離とはならないため、
プラズマ内に混入するとⅩ線を放出し、温度を低下させるという問題がある。したがって ITER
実験を成功に導くためには、タングステンのプラズマへの流入量や流入経路を正確に診断し、それ
を制御する必要がある。そのためにタングステン多価イオンからの発光を観測し分光診断を行う予
定であるが、+3 価以上の価数を持つイオンについては既知の（過去に報告されている）発光線が
極めて不足している状況にある。特に可視域の発光線については、ファイバーやレンズを使えるな
ど分光診断における利点が多いにもかかわらず、ごく僅かな例を除いて過去に報告例がない。その
ため、タングステン多価イオンからの発光線を探索・同定し、波長や寿命などの基礎データを蓄積
することが、特に可視域において強く求められている。本研究は電子ビームイオントラップ
(Electron Beam Ion Trap :EBIT)を用いてそのようなデータを蓄積し、ITERでの将来のプラズマ
診断に貢献することを目的としている。 
【可視スペクトル測定】 
EBIT は、トラップしたイオンを電子ビームによる逐次電離で多価イオン化する装置である。生成
したタングステン多価イオンからの可視領域の発
光を Czerny-Turner 型分光器を用いて観測した。
装置内へのタングステンの導入は減圧化で容易に
昇華するタングステンヘキサカルボニル W(CO)6
を用いた。図に実験によって得られたスペクトルの
一例を示す。これは電子ビームエネルギーを 775eV
及び 825eV として得たスペクトルであるが、Ｗ25+
の電離エネルギーが 786eVであることから、825eV
において新たに現れる矢印で示した 464 nmと 502 
nm 付近のラインは、W26+からの発光線であると考
えられる。このようにしてエネルギー依存性を調べ
ることで広範な価数のイオンについて多くの未報
告ラインを観測した。 
 
